




















专利名称(译) 超声波测量装置

公开(公告)号 US20150272545A1 公开(公告)日 2015-10-01

申请号 US14/666632 申请日 2015-03-24

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 ATSUCHI ROBINA

发明人 ATSUCHI, ROBINA

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4494 A61B8/4444 A61B8/54 A61B8/42 A61B8/0891 A61B8/4227 A61B8/4254 A61B8/4477 
A61B8/485 A61B8/5253 G01N29/223 G01N2291/02483 G01N2291/106

优先权 2014061552 2014-03-25 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波测量装置包括安装构件，支撑单元，多个超声波元件阵列单元，
多个致动器和控制单元。安装构件被配置和布置成安装在测试对象上。
支撑单元固定在安装构件上。超声波元件阵列单元支撑在支撑单元上。
致动器分别可操作地连接到超声波元件阵列单元。每个致动器被配置和
布置成相对于支撑单元单独地移位相应的一个超声波元件阵列单元。控
制单元被配置为控制超声波元件阵列单元以发送和接收超声波，控制单
元还被配置为控制致动器。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e05202de-701c-46de-aebd-fe1f5e257748
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052991452/publication/US2015272545A1?q=US2015272545A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220150272545%22.PGNR.&OS=DN/20150272545&RS=DN/20150272545

